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(54) Bcxcichnung: BAUELEMENTEGEOMETRIE-UNABHANGIGE VORRICHTUNG ZUM TESTEN ELEKTRONISCHER 
BAUELEMENTE MIT VERSCHIEBBAREM KONTAKTMITTEL 

(57) Abstract 

The invention relates to a device for testing clec- 
tricnl operability of electronic components (1) having 
^^ffcrent geometry, comprising an electrically conduc- 
.ve connecting element (3) which is connected in an 
electrically conductive manner to an electric testing de- 
vice (4) for testing the electrical operability of electronic 
components(l) and which is connected or can be con- 
nected in an electrically conductive manner to contact 
means (5). The electronic component (1) to be tested 
can be advanced to the side of the contact means (5) op- 
posite the connecting element (3) to bring about an elec- 
trically conductive contact, wherein the contact means 
(5) has a substantially strip-shaped structure, is at least 
somewhat elastic in the direction of contact perpendic- 
ular to ihe contact surface and electrically insulating in 
the direction of contact. The contact means (5) is at least 
somewliat moveable in the direction of the z and/or x 
and/or y axes. 
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(57) Zusammcnfassung 

Die vorliegcndt Erfindung beschreibt eine Vorrichtung zum Tesien der elektrischen Funktionsfahigkcit von elektronischen 
Bauelemcnten (1) unterschiedlicher Geometric mit einem elektrisch leitenden Verbindungselement (3). welches einerseits mit einer 
elektrischen Prufeinrichlung (4) zur Prtifung der elektrischen Funktionsfahigkeit von elektronischen Bauelementen (1) elektrisch leitend 
verbunden ist und andererseits mil einem Kontaktmittel (5) elektrisch leitend in Verbindung steht odcr in elektrisch leitende Verbindung 
bringbar ist. wobei das zu lestende elektronischc Bauelement (1) an die dem Verbindungselement (3) gegenuberiiegende Seite des 
KonTaktmittels (5) unter Herbeifuhrung einer elektrisch leitenden Kontaktierung heranfuhrbar ist, wobei das Kontaktmittel (5) einen im 
wesenilichen bandfonmigen Aufbau aufweist, in dersenkrecht zur Kontaktfiache ausgerichteten Kontaktierrichtung zumindest envas elasiisch 
ist, in der Kontaktierrichtung elektrisch leitend und rechtwinklig zur Kontaktrichtung elektrisch isolicrend ist und wobei das Kontaktmittel 
(5) in Richtung der z- und/oder x- und/oder y-Achse zumindest etwas vcrschiebbar ist. 
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Bauelementegeometrie-unabhangige Vorrichtung zuin Testen 
elektronischer Bauelemente mit verschiebbarem Kontaktmit- 
tel 



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Testen der elektrischen EXmktionsf ahi gkeit von elektroni- 
schen Bauelementen auch unterschiedlicher Geometrie/ ins- 
10 bcsondere von integrierten Schaltkreisen, mit den im Ober- 
begriff des Patentanspruchs 1 angegebenen . Merkmalen . 

Es ist eine Vorrichtung zum Testen der elektrischen Funk- 
tionsf ahigkeit von elektronischen Bauelementen bekannt, 
15 bei welcher das zu testende elektronische Bauelement wah- 
rend des Testvorganges in einen Kontaktsockel einzusetzen 
ist. 

Diese Testvorrichtung mit Kontaktsockel weist einerseits 
20 den Nachteil auf, dali ftir jede unterschiedliche Ausfuh- 
rungsform eines zu testenden elektronischen Bauelements 
ein separater- an die jeweilige Ausf iihrungsf oria des 7u te- 
stenden slektronischen Bauelements paJigenau angepafiter 
Kontaktsockel zu verwenden ist, dessen Anschaf fungskosten 
25 jeweils etwa bei DM 10.000,00 liegen. 

Oblicherweise betragt die Lebensdauer eines derartigen 
Kontaktsockels etwa 50. 000 Testzyklen. Bei e,iner Testzeit 
von 1 Sekunde und einer Zykluszeit von 2 Sekunden ergibt 
30 sich eine Lebensdauer des Kontaktsockels von lediglich et- 
wa 2 Tagen ( 50.000 Zyklen x 2 sec/Zyklus = 100.000 sec « 
28 Stunden ^ 2 Tage) . Alle zwei Tage ist demnach ein neuer 
Kontaktsockel fiii etwa DM 10.000,00 anzuschaf f en, weshalb 
die Testkosten dort erheblich sind. 
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Aufgrund der hohen Innovationsgeschwindigkeit bei elektro- 
nischen Bauelementen warden diese Kontaktsockel nicht vor- 
gef ertigt auf Lager- gehalten, sohdern mlissen nach Auf- 
5 tragseingang kundenspezif isch hergestellt warden. Die Lie- 
ferzeiten fur Kontaktsockel liegen bei etwa 4 Wochen. 

Die Installation eines neuen Kontaktsockels in die Test- 
Vorrichtung ist zeitintensiv und erfordert eine langfri- 
10 stige und rauhsame Montage und Ausrichtung das fContaktsok- 
kels sowie ein zeitraubendes Oberpriifen der Funktionsfa- 
higkeit und der Ausrichtung des Kontaktsockels- 

Aus dem Stand der Technik ist ferner eine Vorrichtung zum 
15 Testen elektronischer Bauelemente bekannt, bei welcher ei- 
ne feststehende Elastomer^Folie lait integrierten Leitungs- 
drahten als Kontaktmittel fiir die Obertragiing von Signalen 
zwischen dem zu testenden elektronischen Bauelement. und 
dem Priifsockel dient. 
20 . 

In der Kegel befinden sich ausgepr^gte Oxidschichten 
und/oder FluiimitteJ schichten auf den Kontakten der zu te- 
stenden elektronischen Bauelemente. Wahrend des Kontaktie- 
rungsvorganges zwischen dem f olienf ormigen Kontaktmittel 
25 und den Kontakten der elektronischen Bauelemente kommt es 
stets zu einer Ablagerung der Oxidschichten und/oder der 
Fluftmittelschichten auf dem f olienf ormigen Kontaktelement . 
Gleiches gilt fiir die Kontaktf lachen eines Kontaktsockels. 

30 Diese mit jedem Kontaktierungsvorgang anwachsenden Ablage- 
rungen fuhren bei den aus dem Stand der Technik bekannten 
Vorrichtungen insbesondere zu dem gravierenden Nachteil 
einer sich standig verandernden und gegebenenf al Is stark 
eingeschrankten elektrischen Leitf ahigkeit . 

35 
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Nur mit erheblichem Reinigungsaufwand sowie unter verlust- 
bringendem Stillstand der gesamten Testvorrichtung gelingt 
eS/ diese Oxid- und/oder Flufimittelschichten zumindest in 
gewissem Umfang zu entfernen. 

5 

Aufgrund der durch die verschmutzten Kontaktierungsstellen 
bedingten schlechten Kontaktierungsqualitat werdeii zahl- 
reiche elektrisch einwandfreie Bauelemente irrttjmlich als 
fehlerhaft aussortiert. Bei teuren elektronischen Bautei- 
10 len macht sich die verringerte Ausbeute an einwandf reien 
Bauteilen besonders nachteilig bemerkbar. 

Die wegen des permanenten Aufbaus der Oxid- und/oder FluB- 
mittelschicht standig schwankende elektrische Leitfahig- 
15 keit des Kontaktmittels bewirkt ferner eine sehr geringe 
Mefisicherheit . Kosten- und zeitintensive Nachmessungen und 
ein unnotig hoher AusschuB an elektrisch einwandf reien 
Bauelementen sind die Folge. 

20 Sobald insbesondere das f olienf ormige, groBflache Kontakt- 
mittel durch die abgelagerten Oxid- und/oder FluBmittel- 
schichten im Kontakthereich verschmutzt ist, ist der Er- 
satz aurch ein neues groJif lachiges, f olienf oriniges Kon- 
taktmittel angezeigt. 

25 Die aus dem Stand der Technik bekannte Vorrichtung zum Te- 
sten elektronischer Bauelemente mit einem f olienf ormigen 
Kontaktelement weist demnach den Nachteil auf, daJi sie den 
Einsatz groBer Flachen an teuren, folienf ormigen Kontakte- 
lementen erfordert/ obwohl ein groBer Teil des jeweiligen 

30 folienf ormigen Kontaktelements, beispielsweise der Randbe- 
reich oder der zwischen den Bauelement-Kontakten liegende 
Bereich, noch ungenutzt ist- 
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Ziomal das aus dem Stand der Technik bekannte f olienf ormige 
Kontaktelement bereits nach einer geringen Anzahl von Kon- 
taktierungen aufgrund der Ablagerung von Oxid- und/oder 
Flufimittelschichten und/oder durch Verschleiii des Elasto- 
5 mer-Materials erneuerungsbedurf tig 1st, kcmmt ihm ledig- 
lich eine sehr kurze Lebensdauer und Standzeit zu, 

AufgaJ«e dsr vorliegenden Erfindung ist daher die Bereit- 
st3llung einer Vorrichtung zum Testen der elektrischen 
10 Funktionsf ahigkei t von elektronischen Bauelemeiiten, welcLe 
selbst fur mehrere unterschiedliche Ausfuhrungsf ormen 
elektronischer Bauelemente -und damit bei einem Wechsel 
des Bauelementtyps- anstelle einer Vielzahl vonteuren und 
langfristig zu bestellenden Kontaktsockeln lediglich ein 
15 einziges, vergleichsweise auBerst kostengiinstiges Kontakt- 
laittel benotigt, wobei das Kontaktmittel nicht in Abhan- 
gigkeit von den Abmessungen des zu testenden elektroni- 
schen Bauelements jev/eils kundenspezif isch in Verbindung 
iriit langen Bestellzeiten einzeln anzufertigen ist, sondern 
20 aufgrund seiner universellen Verwendbarkeit fiir viele Aus- 
ftihrungsf ormen elektronischer Bauelemente eine Lagerhal- 
tung rentabel macht und somit unter Ausschlufl einer langen 
Bestellzeit sofort verfiigbar ist und wobei die Installati- 
on des Kontaktmittels in die Test-Vorrichtung besonders 
25 einfach, schnell und ohne aufwendige Jusrier- und Kon- 

trollarbeiten moglich ist, welche einer Reinigung des Kon- 
taktmittels zwischen dem elektronischen Bauelement einer- 
seits und dem mit der Pruf einrichtung elektrisch leitend 
in Verbindung stehenden Verbindungselement andererseits 
30 grundsatzlich nicht bedarf und folglich das Problem eines 
verlustbringenden, h^ufigen Stillstandes der gesamten 
Testvorrichtung wahrend der iiblicherweise haufig durchzu- 
fuhrenden Kontaktmittel-Reinigungsarbeiten nicht kennt, 
deren Kontaktierungsqualitat und Mefisicherheit trotz zahl- 
35 reicher Kontaktierungen im wesentlichen gleichleibend und 
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sehr hoch sind, wodurch die verlustbringende Aussortierung 
von elektronisch einwandf reien Bauelementen als fehlerhaft 
erheblich reduziert und die Ausbeute an einwandf reien 
elektronischen Bauteilen deutlich erhoht wird, welche die 
5 Flache des teuren Kontaktmittels ixn Vergleich zu der aus 
dem Stand der Technik bekannten Testvorrichtung wesentlich 
volistandiger ausnutzt und somit einen kostengiinstigeren 
Prufbetrieb erlaubt und welche uber eine sehr lange Le- 
bensdauer und Standzeit ihres Kontaktmittels verfugt. 

10 

Erf indungsgemaB wird diese Auf gabe bei einer gattungsgema- 
ften Vorrichtung durch die im kennzeichnenden Teil des Pa- 
tentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelost. 
Besonders bevorzugte Ausf uhrungsf ormen sind Gegenstand der 
15 Unteranspruche. 

Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung werden anhand der 
Zeichnungen naher beschrieben. Es zeigen: 

20 Abbildung 1 eine schematische, perspektivische Ansicht ei- 
ner erf indungsgemaften Vorrichtung zum Testen der elektri- 
schen Funktionsf ahigkeit von olektronischen Bauelementen 
von schrag links oben mit einero. auf einer kassettenf ormi- 
gen Abwickel- und Aufrollvorrichtung auf gespulten, trans- 

25 portablen und bandformigen Kontaktmittel ; 

Abbildung 2 einen schematischen Querschnitt durch ein er- 
f indungsgemaii verwendetes Kontaktmittel mit darin inte- 
grierten, sich in Kontaktierr ichtung erstreckenden, draht- 
30 formigen Leitern; 

Abbildung 3 einen schematischen Querschnitt durch ein er- 
f indungsgemaJi verwendetes Kontaktmittel mit darin inte- 
grierten, sich schrag zur Kontaktierrichtung erstrecken- 
35 den, drahtf ormigen Leitern; 
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Abbildung 4 einen schematischen Querschnitt durch ein er- 
f indungsgemafi verwendetes Kontaktmittel mit darin z\amin- 
dest teilweise integrierten, sich in Kontaktierrichtung 
5 erstreckenden, drahtf ormigen Leitern; 

Abbildung 5 eine schematische, perspektivische rackwartige 
Ansicht einer Kassette zur aufrollbaren und/oder abrollba- 
ren Halterung und Lagerung eines bandf ormigen Kontaktmit- 
10 tels; 

Abbildung 6 eine schematische, perspektivische frontwarti- 
ge Ansicht einer Kassette zur auf- und/oder abrollbaren 
Halterung und Lagerung eines iiti wesentlichen bandf ormigen 
15 Kontaktmittels, bei welcher liber die Wellen der Kassette 
ein gasforitiiges Medium zu- oder abgefuhrt wird, welches 
das bandformige Kontaktmittel zvimindest teilweise und ein- 
Oder beidseitig uberstreicht und somit auf eine voreinge- 
stellte Temperatur bringt; 

20 

Abbildung 7 eine schematische, perspektivische Ansicht ei- 
ner erf indungsgemai?»en Vorrichtung z^-im Testen der elektri- 
schen Funktionsf ahigkeit von elektr onischen Bauelementen 
von schrag links oben mit einem auf einer Abwickel- und 
25 Aufrollvorrichtung auf gespulten, . transportablen und band- 
f ormigen Kontaktmittel . 

Wie insbesondere aus Abbildung 1 hervorgeht, umfaBt die 
erf indungsgemafie Vorrichtung zum Testen der elektrischen 
30 Funktionsf ahigkeit von elektronischen Bauelementen (1), 
insbesondere von integrierten Schaltkreisen, mindestens 
ein elektrisch leitendes Verbindungselement (3). 




wo 00/70355 



PCT/DEO0/0I522 



7 

In der Kegel ist die dem zu testenden Bauelement (1) abge- 
wandte Ruckseite und/oder der Randbereich dieses Verbin- 
dungselements (3) mittelbar oder unmittelbar mit einer 
elektrischen Prlif einrichtung (4) zur Prufung der elektri- 
5 schen Funktionsf ahigkeit von elektronischen Bauelementen 
(1) elektrisch lei tend verbunden. 

Die gegenliberliegende Seite des Verbindungselements (3) , 
also die dem zii testenden Bauelement (1) zugewandte Seite, 
10 steht vorzugsweise mit raindestens einem Kontaktmittel (5) 
mittelbar oder unmittelbar elektrisch leitend in Verbin- 
dung Oder kann hiermit -beispielsweise durch Andrucken 
mittels des zu testenden elektronischen Bauelements (1)~ 
elektrisch leitend in Verbindung gebracht werden. 

15 

Zur Durchfuhrung des Priifvorganges wird das zu testende 
elektronische Bauelement (1) an die dem Verbindungselement 
(3) gegenliberliegende Seite des Kontaktmittels (5) unter 
Bewerkstelligung einer elektrisch leitenden Verbindung 
20 zwischen dem elektronischen Bauelement (1), dem Kontakt- 
mittel (5) und dem Verbindungselement (3) herangefiihrt . 
Altemativ hierzu ist es moglich, das Verbindungselement 
(3) zusammen mit dem Kontaktmittel (5) unter Bewerkstelli- 
gung einer elektrisch leitenden Verbindung an das gegebe- 
2 5 nenfalls feststehende elektronische Bauelement (1) heran- 
zufuhren. 

Wie insbesondere aus den Abbildungen 2 bis 4 und 7 hervor- 
geht, weist das Kontaktmittel (5) beispielsweise einen im 
30 wesentlichen film-, folien-, streifen-, bogen-, blatt- 
oder bandformigen Aufbau auf . 

In der senkrecht zur Kontaktf lache ausgerichteten Kontak- 
tierrichtung ist das Kontaktmittel (5) vorzugsweise zumin- 
dest etwas elastisch. Selbstverstandlich ist es moglich, 
■35 das Kontaktmittel (5) in der senkrecht zur Kontaktf lache 
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ausgerichteten Kontaktierrichtung nicht-nachgiebig auszu- 
gestalten . 

Bei einer elastischen Ausbildung des Kontaktitiittels (5) 
geht dieses nach einer Deformation durch die Kontakte des 
5 zu testenden elektronischen Bauelements (1) wahrend des 
Testvorganges wieder in seinen ursprlinglichen Zustand 
liber. 

Das Kontaktmittel (5) kann iioer Energieelastizitat (Stahl- 
elastizitat) oder Entropieelastizitat (Gummieelastizitat ) 
10 verf ligen • 

In bevcrzugten Ausf iihrungf ormen ist das Kontaktmittel (5) 
in der Kontaktierrichtung chemisch, physikalisch oder 
durch Einlagerung von elektrisch leitenden Materialien 
15 elektrisch leitend und rechtwinklig zur Kontaktierrichtung 
elektrisch isolierend. 

Ein wesentliches Merkmal der erf indungsgemaBen Vorrichtung 
zum Testen der elektrischen Funktionsf ahigkeit von elek- 

20 tronischen Bauelementen (1) besteht darin, daJi vorzugswei- 
se das Kontaktmittel (5) in Richtung der z- und/oder 
und/oder y-Achse zumindest etwas verschiebbar ist. Al ter- 
nativ Oder zusatzlich hierzu ist es moglich, das Verbin- 
dungselement ;3) zusammen mit dem elektrischen Bauele^ient 

25 (1) in fester Endzuordnung zueinander gegenuber derti Kon- 
taktmittel (5) zu verschieben. 

Die Verschiebung des Kontaktmittels (5) kann beispielswei- 
se unter mittelbarer oder unmittelbarer Koppelung mit der 

30 Bewegung der Handhabungseinrichtung (2) im wesentlichen 
unter Ausschluli einer Verringerung des Bauelementediirch- 
satzes erfolgen. Gegebenenf alls findet die Verschiebung 
des Kontaktmittels (5) wahrend der Handiiabung des elektro- 
nischen Bauelements (1) und vor und/oder nach dem eigent- 

35 lichen Prufvorgang statt. 
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Insbesondere Abbildung 1 zeigt, dafi die erf indungsgemaiie/ 
Vorrichtung zum Testen der elektrischen Funktionsf ahigkeit 
von elektronischen Bauelementen mindestens eine manuelle 
5 Oder autoiuatische Handhabungseinrichtung (2) zur Positio- 
nierung von elektronischen Bauelementen (1) in x- und/oder 
y- und/oder z-Richtung mtifaJit. In bevorzugten Ausftihrungs- 
formen ist die Handhabungseinrichtung (2) selbst in 
und/oder y- und/oder z-Richtung bewegbar. 
10 . 

Bei dem Kontaktmittel (5) kann es sich im wesentlichen urn 
eine elektrisch isolierende, streifen-, bogen-, band-, 
blatt- Oder plattenf ormige, in Kontaktierrichtung nicht- 
nachgebende Folie (1) handeln. 

15 

In besonders bevorzugten Ausf uhrungsf ormen ist diese Folie 
(7) jedoch in Form einer Elastomer-Folie ausgebildet* 
Das Elastomer kann beispielsweise ausgewahlt sein aus der 
Gruppe Silikone, Naturkautschuk, synthetisches Polyiso- 

20 pren, Gummi, Acrylatkautschuk, Polyester-Urethan-Kau- 

tschuk, halogenierter Butyl-Kaut schuk, Polybutadien, halo- 
geniertes Polyethylen, Epichlorhydrin (Homopolymer , Co- 
popl:^'mere) , Polychloropren, sulfuriertes Polyethylen, 
Ethyl en-Acrylat-Kautschuk, schwef elvernetztes Ethylen- 

25 Propy-len-Terpolymer , peroxidisch vernetztes Ethylen- 

Propylen-Copolymer , Polyether-Urethan-Kautschuk, Ethyl en- 
Vinyl- ace tat-Copolymer, Fluorkautschuk, Fluor silikon- 
Kautschuk, hydrierter Nitril-Kautschuk, Butylkaut schuk, 
vinylhaltiges Dimethylpolysiloxan, Thioplaste, Polyfluor- 

30 phosphazene, Polynorbornen und Styrolbutadien-Kautschuk. 

Vorzugsweise sind in das folien- beziehungsweise bandfor- 
mige Kontaktmittel (5) mehrere sich in Kontaktierrichrung 
er streckende, im wesentlichen drahtf ormige Leiter (6) zu- 
35 mindest teilweise integriert. 
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Abbildung 4 zeigt, daB die Enden der drahtf ormigen Leiter 
(6) die Vorder- und/oder Ruckseite des Kontaktmittels (5) 
zur Gewahrleistung einer besonders sicheren Kontaktierung 
gegebenenf alls zumindest etwas Uberragen 

5 

Wie insbesondere aus den Abbildungen 2 bis 4 hervorgeht, 
konnen die im wesentlichen drahtfQrmigen Leiter (6) recht- 
winklig oder schrag zur Oberflache des Kontaktmittels (5) 
ausgerichtet sein. Die Leiter (T) bestehen beispielsweise 
10 aufc eiiiem goldplattierten Draht und sind meist nur sehr 
qeringfiigig voneinander beabstandet. 

Das Kontaktmittel (5) kann beispielsweise im wes^entlichen 
bandformig und abspulbar beziehungsweise aufspulbar in ei- 

15 ner auswechselbaren Kassette (8) oder vorzugsweise auf ei- 
ner in die Testvorrichtung zumindest ±eilweise integrier- 
ten Abspul- und Auf rollvorrichtung (9) vorgesehen sein 
(siehe insbesondere TUDbildungen 1, 6 und 7) , wobei die 
Kassette (8) in der Regel lediglich eine Stiitzfunktion ftir 

20 das Kontaktmittel (5) austibt, 

Wie insbesondere aus Abbildung 6 hervorgeht, konnen die 
Drehachsen der Kassette (8) oder der Aufroll- und\Abroll- 
vorrichtnng (9) beispielsweise durch mindestens einen 
25 (Schritt-) Motor und/oder manuell rotativ antreibbar sein. 

Da der Prufvorgang des elektronischen Bauelements (1) bei 
exakt vorgegebenen Temperaturen durchzufuhren ist, ist in 
bevorzugten Ausf iihrungsf ormen das Kontaktmittel (5) 
30 und/oder die Kassette (8) und/oder die Abspul- und Auf- 
rollvorrichtung (9) unmittelbar oder mittelbar auf eine 
voreingestellte Temperatur durch Beheizung und/oder Kuh- 
lung bringbar . 
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Wie insbeondere aus Abbildung 6 hervorgeht, kann zu diesem 
Zwecke beispielsweise ein auf eine voreingestellte Teitipe- 
ratur gebrachtes gasformiges Medium der Kassette (8) iiber 
die Drehachsen zugefiihrt werden und das gasformige Medium 
5 liber entsprechende Austrittsof f nungen liber die Vorderseite 
und/oder liber die Ruckseite des Kontaktmittels (5) gelei- 
. tet werden. 

Zur Sicherstellung einer gleichbleibenden Temperatur wah- 
rend zahlreicher Testzyklen ist es mcglich, die Kassette 
10 (8) und/oder die Auf roll-- und Abwickelvorrichtung (9) mit- 
telbar oder unmittelbar in die gegebenenf alls kastenformi- 
ge Warmeisolierung (10) der erf indungsgemaiien Vorrichtung 
zumindest teilweise zu integrieren oder innerhalb dieser 
vorzusehen. 

15 

In der Kegel weist das Verbindungselement (3) auf seiner 
dem zu testenden elektronischen Bauteil (1) zugewandten 
Seite ein oder mehrere elektrisch leitende Anschluiielemen- 
te in einer TVnordnung auf, welche der Anschlufielemente- 
20 Anordnung des zu testenden elektronischen Bauelements (1) 
entspricht. 

Auf der dem elektronischen Bauelement (1) abgewandten Sei- 
te des Verbinduagselements (3) oder in dessen Randbereich 
25 konnen ein oder mehrere elektrisch leitende AnschluJiele- 
mente zum mitteibaren oder unmittelbaren Anschluii einer 
Prtif vorrichtung (4) vorgesehen sein (siehe insbesonder Ab- 
bildungen 1 und 7) . 

30 In der Kegel erzeugt die Pruf einrichtung (4) einerseits an 
das zu prufende Bauelement (1) iiber das Verbindungselement 
(3) und das Kontaktmittel (5) gerichtete Eingangssignale • 
Andererseits kann die Prlif einrichtung (4) von dem elektro- 
nischen Bauelement (1) iiber das Verbindungselement (3) und 

35 das Kontaktmittel (5) abgegebene Antwortsignale auswerten 
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und dadurch Aufschlufi liber die elektrische Funktionsf ahig- 
keit des zu priifenden elektronischen Bauelements (1) ge- 
ben. 

5 In bevorzugten Ausf iihrungsformen steht die Priif einrichtung 
(4) mit der Handhabungseinrichtung (2) und/oder mit der 
Vorrichtung zur Positionierung der Handhabungseinrichtung 
(2) elektrisch leitend in Verbindung, so daJi im Anschlufi 
an den Testvorgang das zu priifende elektronische Bauele- 
iO ment (1) gegebenenf alls nach Guteklassen sortiert, gezielt 
abgelegt werden kann, 

Vorzugsweise wird das Kontaktmittel (5) nach einer vorein- 
gestellten Anzahl von Kontaktiervorgangen durch die zu te~ 
15 stenden elektronischen Bauelemente (1) gegeniiber der Test- 
position des Verbindungselements (3) und der Testposition 
des elektronischen Bauelements (1) zumindest etwas ver- 
schoben. 

Aufgrund dieser Maiinahme gelangt ein bisher ungenutzter 
20 Bereich des Kontaktmittels (5) in den Kontaktbereich zwi^ 
schen dem zu testenden elektronischen Bauelement (1) und 
dem Verbindungseleiuent (3) . Es koimt somit zu einer weit- 
gehend vollstandigen Ausnutzung der Gesamtf lache des Kon- 
taktmittels (5) . . 

25 

In besonders bevorzugten Ausf uhrungsf ormen erfolgt die 
Verschiebung des Kontaktmittels (5) gegeniiber der Testpo- 
sition des Verbindungselements (3) und der Testposition 
des elektronischen Bauelements (1) bei einer y- 
30 Kontaktierrichtung in x- und/oder z-Richtung, bei einer z- 
Kontaktierrichtung in x- und/oder y-Richtung und bei einer 
x-Kontaktierrichtung in z- und/oder y-Richtung, 
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Zur besonders vollstandigen Ausnutzung der Gesamtf lache 
des Kontaktmittels (5) ist dieses beispielsweise minde- 
stens um die voile Lange und/oder Breite des zu testenden 
elektronischen Bauelements (1) und/oder um Bruchteile 
5 hiervon bei einer y-Kontaktierrichtung in x- und/oder 2- 
Richtung, bei einer z-Kontaktierrichtung in x- und/oder 
Richtung und bei einer x-Kontaktierrichtung in z- und/oder 
y-Richtung zumindest etwas verschiebbar . 

10 Alternativ oder zusatzlich hierzu ist es moglich, das zu 
testende elektronische Bauelement (1) zusammen mit dem 
Verbindungselement (3) , jeweils unter Beibehaltung der fiir 
den Testvorgang erf orderlichen Endpositionen, gegenuber 
dem gegebenenf alls nicht-verschiebbaren Kontaktmittel (5) 

15 nach Ablauf einer voreingestellten Anzahl von Kontaktie- 
rungsvorgangen mindestens um die voile Lange und/oder 
Breite des zu testenden elektronischen Bauelements (1) 
und/oder um Bruchteile hiervon zumindest etwas zu ver- 
schieben. 

20 Vorzugsweise erfolgt auch diese Verschiebung bei einer y- 
Kontaktierrichtung in x- und/oder z-Richtung, bei einer z- 
Kontaktierrichtung in x- und/oder y-Richtung und bei einer 
x-Kontaktierrichtung in z- und/oder y-Richtung* 

25 Zusammenf assend ist f estzustellen, daii die vorliegende Er- 
findung eine Vorrichtung zum Testen der elektrischen Leit- 
fahigkeit von elektronischen Bauelementen bereitstellt , 
welche selbst fur mehrere unterschiedliche Ausf tihrungsf or- 
men elektronischer Bauelemente - und damit bei einem Wech- 

30 sel des Bauelementtyps - anstelle einer Vielzahl von Kon- 
taktsockeln lediglich ein einziges, vergleichsweise au- 
Jierst kostengunstiges Kontaktmittel (5) benotigt. 
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Ein weiterer Vorteil ist darin zu sehen, daJ5 das Kontakt- 
mittel (5) nicht in Abhangigkeit von den Abmessungen des 
2U testenden elektronischen Bauelements (1) jeweils kun- 
denspezif isch in Verbindung mit langen Bestellzeiten ein- 
5 zeln anzufertigen ist, sondern aufgrund seiner universel- 
len Verwendbarkeit fiir viele Ausf uhrungsf ormen elektroni- 
scher Bauelemente eine Lagerhalrung rentabel macht und so- 
mit unter Ausschlufi einer langen Bestellzeit sofort ver~ 
fugbar ist. 

10 

Vorteilhaft ist bei der erf indungsgemaiien Vorrichtung fer- 
ner, daii die Installation des Kontaktmittels (5) in die 
Testvorrichtung besonders einfach, schnell und ohne auf- 
wendige Justier- und Kontrollarbeiten moglich ist* 

15 

Besonders vorteilhaft ist im Falle der erf indungsgemaiien 
Testvorrichtung ferner, daB diese einer Reinigung des Kon- 
taktmittels (5) zwischen dem elektronischen Bauelement (1) 
einerseits und dem mit der Prtif einrichtung (4) elektrisch 

20 leitend in Verbindung stehenden Verbindungselement (3) an- 
dererseits grundsatzlich nicht bedarf • Die erf indungsgema- 
Be Vorrichtung kennt folglich das Problem eines verlust- 
bringenden haufigen Stillstandes der gesamten Testvorrich- 
tung wahrend der tiblicherweise in kurzen Zeitabstanden 

25 durchzuf tihrenden Kontaktmittel-Reinigungsarbeiten nicht. 

Ein groBer Vorteil der erf indungsgemaBen Vorrichtung ist 
auch darin zu sehen, daB die Kontaktierungsqualitat und 
MeBsicherheit trotz zahlreicher Kontaktierungen im wesent- 
30 lichen gleichbleibend und sehr hoch sind, wodurch die ver- 
lustbringende Aussortierung von elektronisch einwandf reien 
Bauelementen als fehlerhaft erheblich reduziert und die 
Ausbeute ah einwandf reien elektronischen Bauteilen deut- . 
lich erhoht wird. 
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Die erf indungsgemafie Vorrichtung zum Testen der elektri- 
schen Funktionsf ahigkeit von elektronischen Bauelementen 
ist auch deswegen vorteilhaft, weil sie die Flache des 
teuren Kontaktmittels (5) im Vergleich zu der aus dem 
5 Stand der Technik bekannten Testvorrichtung wesentlich 
vollstandiger ausnutzt und somit einen kostengunstigeren 
Priifbetrieb erlaubt. 

Ein wesentlicher Vorteil der er f indungsgemaJien Vorrichtung 
10 ist schlielilich darin zu sehen, dafi sie liber ein Kontakt- 
mittel (5) mit einer sehr langen Lebensdauer und Standzeit 
verfligt, wodurch deren Wirtschaf tlichkeit und Rentabilitat 
sehr positiv beeinflulit wird. 
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Patentansprilche 



1. Vorrichtung zum Testen der elektrischen Funktionsf ahig- 
5 keit von elektronischen Bauelementen (1) , insbesondere von 
integrierten Schaltkreisen, mit mindestens einem elek- 
trisch leitenden Verbindungselement (3), welches einer- 
seits mittelbar oder unmittelbar mit einer elektrischen 
Priif einrichtung (4) zur Prufung der elektrischen Funkti- 
10 onsfahigkeit vor. elektronischen Bauelementen (1) elek- 
trisch leitend verbunden ist und andererseits mit minde- 
stens einem Kontaktmittel (5) mittelbar oder unmittelbar 
elektrisch leitend in Verbindung steht oder in elektrisch 
leitende Verbindung bringbar ist, wobei das zu testende 
15 elektronische Bauelement . (1) an die dem Verbindungselement 
(3) gegenliberliegende Seite des Kontaktmittels (5) unter 
Herbeifiihrung einer elektrisch leitenden Kontaktierung 
heranftihrbar ist, dadurch gekennzeichnet daii das Kontakt- 
mittel (5) einen im wesentliehen film-, folien-, streifen- 
20 , bogen- oder blattf ormigen Aufbau aufweist, in der senk- 
recht zur Kontaktf lache ausgerichteten Kontaktierrichtung 
zumindesL etwas elastisch oder unelastisch ist, in der 
Kontaktierrichtung elektrisch leitend und rechtwinklig zur 
Kontaktrichtung elektrisch isolierend ist, wobei das Kon- 
25 taktmittel (5) einerseits, oder das Verbindungselement (3) 
zusammen mit dem elektronischen Bauelement (1) in fester 
Endzuordnung zueinander andererseits, in Richtung der z- 
und/oder x- und/oder y-Achse zumindest etwas verschiebbar 
sind. 

30 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dali sie mindestens eine manuelle oder automatische Handha- 
bungseinrichtung (2) zur Positionierung von elektronischen 
Bauelementen (1) in x- und/oder y- und/oder z-Richtung urn- 
35 faflt. 
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3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekenhzeichnet , daJJ das Kontaktiaittel (5) im we- 
sentlichen eine elektrisch isolierende, streifen-, bogen-, 
band-, blatt- oder plattenformige, in Kontaktierrichtung 
5 nicht-nachgebende Folie oder eine Elastomer-Folie (7) mit 
sich in Kontaktierrichtung erstreckenden, z\amindest teil- 
weise in die Folie (7) integrierten, im wesentlichen 
drahtf^rmigen Leitern (6) ist. 

10 4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadujTch gekennzeichnet, daB das Kontaktmittel (5) im we- 
sentlichen bandformig ist und aufgespult und abspulbar be- 
ziehungsweise aufspulbar in einer auswechselbaren Kassette 
(8) Oder auf einer in die Testvorrichtung integrierten Ab- 

15 spul- und Auf rollvorrichtung (9) vorgesehen ist. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Kontaktmittel (5) und/oder 
die Kassette (8) und/oder die Abspul- und Auf rollvorrich- 

20 tung (9) unmittelbar oder . mittelbar auf eine voreinge- 

stellte Temperatur durch Beheizung und/oder Kuhlung bring- 
bar sind. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 

25 dadurch gekennzeichnet , daB das Verbindungselement (3) auf 
der dem zu testenden elektronischen Bauteil (1) zugewand- 
ten Seite ein oder mehrere elektrisch leitende AnschluBe- 
lemente in einer Anordnung aufweist, welche der AnschluBe- 
lemente-Anordnung ces zu testenden elektronischen Bauele- 
30 ments (1) entspricht, wobei auf der dem elektronischen 
Bauelement (1) abgewandten Seite des Verbindungselements 
(3) und/oder in dessen Randbereich ein oder mehrere elek- 
trisch leitende AnschluBelemente zum mittelbaren oder un- 
mittelbaren AnschluB einer Prufvorr ichtung (4) vorgesehen 
35 sind. 
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7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet , daB die Priif einrichtung (4) an das 
zu priifende Bauelement (1) Uber das Verbindungselement (3) 

5 und das Kontaktmittel (5) gerichtete Eingangssignale er- 
zeugt und von dem elektronischen Bauelement (1) uber das 
Verbindungselement (3) und das Kontaktmittel (5) abgegebe- 
ne Antwortsignale auswertet. 

10 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet> daB das Kontaktmittel (5) nach ei- 
ner voreingestellten Anzahl von Kontaktiervorgangen durch 
die zu testenden elektronischen Bauelemente (1) bei einer 

15 y-Kontaktierrichtung in x- und/oder z-Richtung, bei einer 
z-Kontaktierrichtung in x- und/oder y-Richtung und bei ei- 
ner x-Kontaktierrichtung in z- und/oder y-Richtung gegen- 
liber der Testposition des Verbindungs elements (3) und der 
Testposition des elektronischen Bauelementes (.1) zumindest 

20 etwas verschiebbar ist, so daB ein bisher ungenutzter Be- 
reich des Kontaktmittels (5) in den Kontaktbereich zwi- 
schen dem zu testenden elektronischen Bauelement (1) und 
dem Verb indur.gs element (3) gelangt. 

25 9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , daB zur weitgehend vollstandigen 
Nutzung der Gesamtflache des Kontaktmittels (5) dieses 
mindestens urn die voile Lange und/oder Breite des zu te- 
stenden elektronischen Bauelements (1) und/oder um Bruch- 

30 telle hiervon bei einer y-Kontaktierrichtung in x- 

und/oder z-Richtung, bei einer z-Kontakt ierrichtung in x- 
und/oder y-Richtung und bei einer x-Kontaktierr ichtung in 
z- und/oder y-Richtung zumindest etwas verschiebbar ist. 
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10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet , dafi zur weitgehend vollstandigen 
Nutzung der Gesamt f lache des Kontaktmi ttels (5) das zu te~ 
stende elektronische Bauelement {1) zusaitmien mit dem Ver- 

5 bindungselement (3), jeweils unter Beibehaltung der fur 
den Testvorgang geeigneten Endposi tionen, gegenuber dem 
nicht-verschiebbaren Kontaktmittel (5) nach Ablauf einer 
voreingestellten Anzahl von Kontaktiervorgangen mindestens 
um die voile Lange und/oder Breite des zu testenden elek- 
10 tronischen Bauelements (1) und/oder um Bruchteile hiervon 
bei einer y-Kontaktierrichtung in x- und/oder z-Richtung, 
bei einer z-Kontaktierrichtung in x~ und/oder y~Richtung 
und bei einer x-Kontaktierrichtung in z- und/oder y- 
Richtung zumindest etwas verschiebbar sind. 

15 

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dali die Verschiebung des Kontakt- 
mittels (5) in mittelbarer oder unmi ttelbarer Kopplung mit 

20 der Bewegung der Handhabungseinrichtung (2) im wesentli- 
chen unter Ausschluii einer Verringerung des. Bauelemente- 
durchsatzes erfolgt. 

25 12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daiS die Verschiebung des Kontakt- 
raittels (5) durch mittelbare oder unmittelbare Kopplung 
mit der Bewegung der Handhabungseinrichtung (2) wahrend 
der Handhabung des elektronischen Bauelements (1) und vor 

30 und/oder nach dem eigentlichen Prufvorgang erfolgt. 
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